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"Wprowadzenie do Statystyki w Metrologii" to niezbedna lektura dla wszystkich zainteresowanych systemami pomiarowymi,
naukag o miarach oraz inzynierig elektryczng i mechaniczng. Autorzy, Stephen Crowder, Collin Delker, Eric Forrest i Nevin
Martin, proponujg kompleksowe podejscie do zagadnien zwigzanych z jednostkami miar, standardami pomiarowymi,
analizg niepewnosci, projektowaniem eksperymentow i systemami pomiarowymi binarnymi. Ta unikatowa ksigzka wychodzi
poza standardowe ramy i otwiera nowe perspektywy w statystyce inzynieryjnej oraz naukach $cistych.

Zawartos¢ pracy obejmuje nie tylko podstawy statystyki, ale réwniez zaawansowane techniki mierzenia i analizy danych w
kontekscie miedzynarodowego systemu jednostek. Ksigzka skupia sie na normach naukowych, standardach pomiarowych i
analizie niepewnosci, stawiajac silny akcent na badania eksperymentalne i metody ANOVA. Oprécz tego, autorzy
poruszajg zagadnienia zwigzane z elektrykg, mechanika, fizykg, informatykg, chemig i naukami o Ziemi, tworzgc
kompleksowy przeglad statystyki w roznych dziedzinach techniki i nauki.

Zanurz sie w fascynujgcym Swiecie statystyki inzynieryjnej i nauk scistych z ksigzka "Wprowadzenie do Statystyki w
Metrologii". Ta pierwsza edycja z 2020 roku dostarcza najnowszej wiedzy na temat pomiaréw, analizy danych i
projektowania eksperymentow. Poznaj tajniki statystycznej teorii i metod oraz odkryj praktyczne zastosowania w elektryce,
mechanice i innych dziedzinach techniki. Przekroczenie granic statystyki jeszcze nigdy nie byto tak interesujgce!
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